NEURTEK , MicroQuick, escaner de particulas

su proveedor de instrumentos para control de calidad

Iinstruments

Escaner de particulas sélidas ultra rapido para analisis del
grado de limpieza de componentes.

Conozca el numero de particulas, tamafio y naturaleza, sin
microscopio en cuatro sencillo pasos.

Aprobado por la VDA-19 & ISO-16232

Caracteristicas

Rdpido. Andlisis del filtro en 2 minutos

¢ Sencillo. Generacion de informes personalizables totalmente automatico basado en Microsoft Excel.
* Robusto. Basado en escaner doméstico.

* Libre de mantenimiento. Autocalibracion.

e Gran capacidad. Capacidad de escaneo de 70 particulas, rango 25 — 1000 micras.

e Alta profundidad de imagen.

* Fiabilidad. 100% ratio de deteccién de particulas

3 simples pasos

NEURTEK SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.
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Deteccion Brillo Metalico

original scan

¢ Reconocimiento totalmente automatico de
particulas reflectantes metalicas

e escaner con filtro éptico para una

deteccidn superior de brillo metalico

Nuevo MicroReporter Series 5
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Cabecera

asistente para rellenar la informacion relacionada
con el cliente, muestra, método, parametros de
extraccion, filtracion e instrumentacion

Resultados

e masa total de particulas y estimadas por clase

e dos histogramas, la longitud definida por el
usuario, anchura, area

¢ contenedores de tamafio seleccionables ISO o
definidos por el usuario

e cddigo componentes limpieza (CCC)

e numero de sedimentacion para control ambiental
e posibilidad de numerar cantidad de proyecto;
tamafio especifico del lote

e esquema de puntos, largo-ancho

Galeria

¢ Todas las imagenes en color

e Filtro de imagen del fondo

¢ Mapa para la re-localizacién de visualizado
particulas en la membrana

¢ hasta 100 micro particulas instantdneas
que se muestra a la vez

¢ Clasificacién definida por el usuario de
longitud, anchura, drea, etc.

e cada particula puede ser redefinido con el
MicroEditor

* mejora de contraste seleccionable

¢ la funcién de zoom de particulas

Informes

¢ informe de una sola pagina

e Validacion de la curva de extraccidn

* Tendencia de la herramienta de limpieza
¢ informe de auditoria escaner

¢ verificacion de la conformidad VDA-19
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